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SPECTRO XEPOS

Nova definice ED-RTG analyzy s vyjimecnou
urovni vykonu

Novy spektrometr SPECTRO XEPOS reprezentuje kvalitativni Spicku v oblasti energo dispersni
fluorescencni technologie. Vede nejnovéjsi generaci ED-RTG pristrojli, poskytujicich
bezkonkurencni vyhody ve vice prvkové analyze hlavnich prvk{ a stopovych koncentraci. Novy
vyvoj v Castech buzeni a detekce piinasi vyjimecnou citlivost a limity detekce — a s tim souvisejici
presnost a spravnost méreni.

SPECTRO XEPOS vynika hlavné u
kritickych uloh od rychlé prehledové
analyzy az k presné kontrole kvality

Prebudovany fidici SW umozriuje
pouzit osvédceny, jednoduchy a
vykonny novy TurboQuant II, ktery

vyrobkd. Aplikovatelny je u zpracovavani rychle a presné analyzuje prakticky
pfimo na misté v rliznych odvétvich, jako vSechny neznamé kapalné vzorky,
je petrochemie, chemie, environmentalni B prasky a pevné vzorky. SPECTRO

XEPOS vykazuje podstatné nizsi
naklady na investici a provoz, nez
vinové disperzni RTG (WD-XRF)
spektrometry.

a geologické vzorky, strusky,cement,kal,
popilky, kosmetika, jidlo, farmaceutika a
mnoho dalsSich.

matricich. Inovovana rentgenka s
vykonem 50 W / 60 kV a unikatni
nova adaptivni budici technologie
poskytuje tu nejvyssi moznou
Rlizné verze maximalizuji vykon pro vy- citlivost, s optimalizaci na cilové
brané skupiny prvk{ v cilovych prvky vybéru.



PozorUh g

Vyjimecna citlivost Rychlejsi méreni Besprecedentni 4 pokrocilé

Tato nejnovéjsi generace Nektefi uzivatelé upfrednostiiuji dostupnost verze e

SPECTRO XEPOS, v porovnéni s rychlost méfeni na dkor presnosti. Pfistroj kombinuje mnoZzstvi Adaptivni buzeni a dalé vhody

predchozimi modely, ma podstat- SPECTRO XEPOS jim nabizi volbu. strategii, které snizuji jeho dovolujf sestavit nékolik pred-

né zlepSenou citlivost. Operator miiZe podstatné zkratit kontinualni naklady na provoz. definovanych konfiguraci pro

A to aZ 10x! Rozdil je v inovaci v dobu méfeni, pfi zachovani Je to nizky proplach héliem pro presné spInéni nejnaronéjsich

adaptivnim buzeni, rentgence a presnosti méfeni na drovni analyzu lehkych prvki v kapal- pozadavkd uZivatele. Uzivatel

technologii detektoru. Tato tradicnich ED RTG spektrometrd. inach a prascich a vakuovy miize upfednostnit rychlost

vyjimecna citlivost pFispiva ke Vysoka rychlost systému pomaha systém pro pevné vzorky. A mé&¥eni, maximalni presnost

zvySeni presnosti, jakozto i pod- dosahnout analyzu vétsiny vzorkd nejlepi ze véeho je, ze pro nebo skupinu specifickych

statnému zlepseni limitli detekce. v fadové nékolika minut. mnozstvi aplikaci jeho nové

Takze uzivatel dostane rychlou a

presnou analyzu Sirokého rozsahu provést za stejnych podminek,

prvkd od sodiku po uran, presné jako s mnoho nakladnéjsimi

podle jeho potfeb. vinové disperznimi p
spektrometry. Takze XEPOS se
dostal vykonem na troven WD
pri cené ED spektrometr(i!!

prvkd v cilovych matricich.
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Na rozdil od vétsiny ED-RTG analyzatord, SPECTRO XEPOS ma vzdy S kombinaci pokrocilych komponentt nasazuje XEPOS pro
rentgenku mezi jednotlivymi méfenimi zapnutou a tim se zabranuje max-imalni vykon vlastni adaptivni budici technogii pro op-
vzniknuti odchylky ovliviujici méfeni. To zaruCuje maximalni timalni Gcinek s novym navrhem rentgenky a detektoru. Jeho
dlouhodobou stabilitu a pomaha vyuzit mimoradnou citlivost pristro- lepsi citlivost a minimalni pozadi umozruje dosahnout

je k realizaci vyjimecné vysokého stupné presnosti v elementarni neobycejné limity pro Siroky rozsah prvké.

analyze — a7 3x lepsi nez tomu bylo doposud. Dalsi vyhodou je
podstatné zlepsena analyticka presnost pro koncentrace od
stopovych az k hlavnim prvk@m.



SPECTRO XEPOS
Vzrusujici nove technologie

Prebudovani rentgenky

Potencialni slaba stranka tradicnich ED SPECTRO XEPOS vyuziva novy typ Tato prevratna binarni kobaltopaladiova
RTG je cyklické vypinani mezi kazdym rentgenky s chlazenym koncovym slitina umoznuje dosahnout extra citlivosti
méFenim. Vysledkem teplotnich rozdilCl okénkem, coz je jasnéjsi budici zdroj na a lepsilimity detekce pro specifické
je pak nevyhnutelny pokles stability Urovni laboratorni kvality, optimizovany skupiny prvk{. Takze pfistroj mlze plné
signall. Zejména u WD-RTG s vysokym pro maximalni generaci energie. realizovat své vyhody v nizkych kon-
poctem puls@i a novéjsich ED-RTG Rentgenka zdstava stale pod napétim centracich, vykazuje vysoké citlivosti,
pristrojli, to mze komplikovat analyzu, (dokonce i mezi méfenim) a tim minimalni ovlivnéni matrici a vyjimecné
pridavat chybu a snizovat presnost. nedochazi k nestabilité, zplisobené presnosti pro koncentrace i ve vysokych
zapinanim a vypinanim. Rentgenka mezich, zatimco Zivotnost rentgenky je
rovnéz predstavuje nové usporadani s podstatné prodlouzena .

tlustosténnou anodou.
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Predstaveni nového adaptivniho buzeni

Pro ziskani precizni cilové analyzy u
vSech uZivatelskych aplikaci je pfistroj
SPECTRO XEPQOS vybaven novou
prelomovou adaptivni budici tech-
nologii. Tato unikatni schopnost je
umocnéna novym typem detektoru s
vysokym rozliSenim a nového cCteciho
systému. To vSe prispiva k ultra

Kombinované polarizované/
pfimé buzeni Tato konfigurace
vyuziva polarizatoru v kom-
binaci s pfimym buzenim pro
optimalni analyzu lehkych,
stfednich a tézkych prvku.

Novy typ detektoru

Nejnovéjsi generace SPECTRO
XEPOS debutuje s navrhem nového
SDD detektoru. Tato tfida detektoru
prinasi vysoké rozliSeni s nizkym
spektralnim ovlivnénim oproti pred-
chozim modellim. Nejnovéjsi verze
ma zvétSenou plochu na 30 mm? s
aktivni plochou 20 mm?.

vysokeé citlivosti zafizeni a k minimal-
nimu ovlivnéni pozadi, ¢imz je zajisténa
vySSi presnost a lepsi limity detekce.

Zakaznik vybirdanalytické ulohy s
prioritou na vysokou prostupnost vzork(
nebo nejlepsi presnost. Pristroj je pak
navrzen pro vytvoreni podminek

Buzeni s pasmovym filtrem
Tato konfigurace vyuziva pas-
movy filtr, poprvé komeréné
vyuzitého v ED-RTG. Timto se
dosahne extra vysokého vykonu

v pasmu rozsahu od drasliku po

mangan.

Navic novy vysokorychlostni c¢teci

system umoznuje ultra vysoké mnozstvi
pulst az 1 million cps (counts per
second) v kombinaci s jesté lepSim roz<
lisenim, nez tomu bylo v minulostiz
Rovnéz prispiva k podstatné vylepsenému
pomeéru signalu pik/pozadi, extrémné
nizkym LOD a maximalni citlivosti.

S lepSim rozliSenim a timto pomeérem.lze
oddélit jeste mensi,piky od pozadi®

SPECTRO XEPOS dosahuje excelentni
limity detekce v Sirokém rozsahu'matric:

optimalniho buzeni pro zvolenou skupinu
prvk{. Svazek RTG zafeni je optim-
alizovan fixni budici optikou s rliznymi
kanaly svazku. Takze kazda konfigurace
buzeni m{ze pfesné vyhovovat
uzivatelské analytické Uloze.




Jednoduchy ale sofistikovany software

Ridici software “SPECTRO XRF Analyzer
Pro”, pouzity u SPECTRO XEPOS byl pre-
budovan, optimalizovan a testovan treti
stranou. Byl proveden benchmarking a
rozsahly vstup uzivatele. Vysledkem je
vyjimecné lehké porozumneéni a
pouzivani.

Podstatné vylepSena a dokonce vice flexibilni
verze s nejlepsSim softwarovym nastrojem
SPECTRO, TurboQuant II je dostupna jen
u nového SPECTRO XEPOS. Je
neprekonatelny hlavné u provérovani
neznamych vzork& u prvkd od Na po U, bez
rozsahlého nastavovani. Novy TurboQuant II
zpracovava dokonce vyssi rozsah vzorkd —
nyni véetné vsech typl kapalin, plus pevnych
vzork({ jako jsou plasty, Zula, sklo s
jednoduchou kalibraci. Tento revolucni soft-
ware pIné vyuziva vyhod nového pristroje
SPECTRO XEPOS. Vitézi nad matrix efektem
(dokonce na uUrovni nizkych koncentraci),
dosahuje dechberouci rychlosti a presnosti a
zpracovava drive neresitelné aplikace.
TurboQuant II zajistuje prehledovou analyzu
béhem nékolika minut.

Jednoduse oddélené moduly
nabizi optimalizovany pristup ke
kritickym informacim. Jakmile se
provede kalibrace, bézna analyza
je pak hracka.

Rada volitelnych predkalibrovanych
balick vyhovuje vétsiné potreb

uzivatele. Na prani pak lIze pripravit
specifickou konfiguraci. Standardni

analyzy pokryji prvky v rozsahu od Na po
U. Lze analyzovat oleje, paliva s nizkym
obsahem siry, polymery, chemikalie,
vzduchové filtry, uhli, cement, strusky
geologické vzorky, keramiku a refraktory,
kosmetiku, jidlo, farmaceutika, ocel a
hlinikové folie, environmentalni vzorky jako
plida nebo splaskovy kal a mnoho dalSich!

Korelace Cd v riznych typech matrice



Maximalni flexibilita s univerzalnim usporadanim prostoru pro vzorky

V porovnani s technologiemi ICP
nebo AAS vyzaduje ED-RTG relat-
ivné malou pripravu vzorkd. Nyni je
manipulace se vzorky u SPECTRO
XEPOS pohodInéjsi, nez kdy jindy.

Pristroj je prostorn€jsi: Jeho mérici
komora s rozméry 372 mm x 253 mm
x 45 mm akceptuje volitelny talif s
az 25 pozicemi pro maximalni
produktivitu.

Jednoduse se vyjme tali se vzorky a na
rozdil od analyzatoru pro jeden vzorek,
novy XEPOS rovnéz umozhiuje pfimou
analyzu velkého vzorku nebo vzorku s
nepravidelnymi tvary.

Mé¥ici komora s volitelnym
héliovym proplachem s nizkou
spotrebou dovoluje analyzy
lehkych prvkd v kapalinach a
prascich.

Vlajkova lod" nasi fady ED-RTG spektrometr SPECTRO XEPOS zaujima své misto
mezi dnesnimi nejpokrokovéjsimi elementarnimi analyzatory. RTG sdili rovnéz
vlastnosti naseho spektrometru pro bodovou analyzu SPECTRO MIDEX, vykonného
prenosného spektrometru SPECTROSCOUT a rucniho modelu SPECTRO xSORT.
Tato fada je doplnéna o nase Spickové ICP-OES pristroje, jakou je “lidr na trhu”
SPECTRO ARCOS, kompaktni spektrometr stfedni kategorie SPECTROBLUE a

jednoduchy SPECTRO GENESIS. ZajiStujeme komlepni fadu stacionarnich a
prenosnych analyzator( kovovych materiald, véetné prednich znacek, jako jsou
SPECTROLAB, SPECTROMAXx a SPECTROTEST. Bez ohledu na typ pfistroje,
zkusenosti a inovace firmy SPECTRO vzdy zajisti Spickové vysledky.

SPECTRO XEPOS roviez nabici volitelny
systém s vakuem pro ekonomickou
analyzu slisovanych praskovych pelet,
sklenénych perel a jinych pevnych
vzorkd. Dalsi volitelna moznost je mit
obé varianty v jednom pristroji!!




UZivatel se pta a SPECTRO nasloucha. Nejnovejsi SPECTRO XEPOS rozsifuje
své samo diagnostické funkce programem AMECARE M2M (Machine-to-
Machine). Tato volitelna podpora umoZziiuje proaktivni vystrazné signaly,
zélohované piimym spojenim se vzdalenym PC a SPECTRO expertem. Tim je
zajisténa maximalni rychlost, odezva a reseni.

AMECARE

PERFORMANCE SERVICES

pomaha drzet analyzatory
SPECTRO XEPOS bézet na Urovni maximalni produktivity. I kdyz prudukty
firmy SPECTRO funguji s maximalni spolehlivosti, nabizi vyrobce pokrokovou
sluzbu AMECARE. Vice néz 200 servisnich inzenyr{ ve vice nez 50 zemich je
pripraveno zajistit nepretrzity vykon a maximalni navratnost investic v
priibéhu Zivotnosti pristroje. Dostupné programy, véetné preventivnich
prohlidek a udrzby, zahrnuji podporu pfi vytvareni aplikaci, konzultace a
skoleni. Unikatni bezpecnostni systém AMECARE M2M umoznuje vzdaleny
monitoring a diagnostiku!
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